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2013 – 2015 Métodos de Inspección Óptica y sus aplicaciones en el sector industrial manufacturero: 

Transferencia de conocimiento a la industria panameña. Gestión de fondos para financiamiento. 
 
2012 - 2015 Miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá, Categoría: Investigador 

Nacional 1. 
 
2015 - 2017 Miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá, Categoría: Investigador 

Nacional 1. 
 
2009 – 2011 Grupo de investigación consolidado del CD6. Proyecto desarrollado para la Agència de Gestió 

d'ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
 
2009 -2011 Participación en el Proyecto: Nuevos métodos e instrumentación para el estudio de la óptica 

del ojo humano e imágenes multiespectrales. Proyecto desarrollado por el CD6 para el 
Ministerio de Ciencias e Innovación, España. 

 
2009 – 2011 Tesis Doctoral: Estudio y desarrollo de un método de análisis de las propiedades de lisura 
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7. Seminario-Taller: “Escritura Científica”, Organizado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, Senacyt, del 30 

de julio al 3 de agosto de 2012, actuando como participante. 
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1. Revisor para la Fundación OSA (Optical Society of America Fundation), para el premio: Incubic/Milton Chang Student Travel 
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Internacional "Frontiers in Optics (FIO 2015) " realizada en Octubre de 2015 en San Jose, California, USA. 
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en Arizona, USA.  
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